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ELEKTRONIK DENEY MODULLERININ LabVIEW ILE KONTROLU

Akif KUTLU", Ceyhan TURAN

Ozet

Bu c¢aligma, elektronik deney modiillerinin, Denetleyici Alan Ag1 -DAA (Controller Area Network - CAN)
lizerinden kontroliinii ve yonetimini icermektedir. Elektronik deney modiilleri diyot ve transistor temel
karakteristiklerini incelemek {iizere tasarlanmistir. LabVIEW programi kullanilarak hazirlanan arayiiz ile,
deneylerin dgrenciler tarafindan yapilmasi ve elde edilen sonuglarin incelenmesi saglanmistir. Tasarlanan sistem,
DAA sayesinde, es zamanli olarak birden fazla deney setine baglanilabilmesini ve verilerin paralel olarak
bilgisayara aktarilabilmesini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: LabVIEW, Denetleyici Alan Ag1, Transistor ve Diyot Deneyleri

CONTROLLING THE ELECTRONIC EXPERIMENTAL MODULES
USING LABVIEW

Abstract

This study, presents controlling and monitoring electronic experimental modules over Controller Area Network
called CAN. The Electronic experiments are designed for observing characteristics of diode and transistor
components. The user interface, designed by using LabVIEW software, provides students for making
experiments and observing results obtained from the modules. Designed system also supports connections to the
multiple experimental modules and transferring results to the computer simultaneously over the CAN.

Key Words: LabVIEW, Controller Area Network, Transistor and Diode Experiments

1. Giris

Miihendislik Fakiiltelerindeki mesleki derslerin, teorik bilgilerin yaninda laboratuar ortaminda
uygulamali olarak desteklenmesi bilimsel egitimde &nemli bir rol almaktadir. Ozellikle
“yaparak Ogrenme” Ogrencilerin iiretkenligini artirmaktadir. Bunun yaninda uygulama
ihtiyacina cevap verebilecek bir laboratuarin kurulmasi ve siirdiiriilebilirligi {iniversitelere
yiiksek bir mali yiik getirmektedir (Kutlu vd. 2005).

Teknolojik gelismeler dogrultusunda, yeniliklerin egitim alanina uygulanmasi da iiretkenligi
artiran bir diger husustur. Kullaniciya sikilmadan deneyleri tekrar etme hakki veren,
ayrintilart tim incelikleriyle gosterebilen deney diizeneklerinin kurulmasi 6grencilerin
motivasyonunu ayrica artirmaktadir.

Bilgisayar simiilasyonlarindan fayda-lanmak egitim 6gretim yontemlerinden birisidir. Bu
amagla giiniimiizde iiretilmis ve kullanilan bir¢ok simiilasyon yazilimlari mevcuttur. Bu
yazilimlar gercek hayattaki bilesenleri taklit edip onlarin karakteristiklerini sergileyen,

* Siileyman Demirel Universitesi, Teknik Egitim Fakiiltesi, Elektronik Bilgisayar Egitimi Boliimii. E-posta: akutlu@tef.sdu.edu.tr

Volume 2 No 3 October 2010



Akif KUTLU, Ceyhan TURAN 2

boylece kullaniciya diisilk maliyetlerle yeni uygulamalar gerceklestirme imkani taniyan
araytizlerdir.

1980’lerin basinda National Instrument firmasi tarafindan gelistirilen LabVIEW, G
programlama dili tabanli bir grafiksel program gelistirme ortamidir (Basher ve Isa,
2006)(E3TAM, 2009). LabVIEW, cihaz kontrolii ve veri toplama islemleri i¢in ¢ok gii¢li bir
programlama yazilimidir (Sherry ve Lord, 1997). Bu yazilim sayesinde kontrol alanindaki pek
cok sistemlerin denetimi yapilabilmektedir. Bunun yaninda egitim amaclh elektronik deney
diizeneklerin denetim ve yonetimine iliskin ¢alismalarda yapilmistir (Higa vd. 2002) (Vento
1988). Bu c¢alismalar bilgisayar ile tek bir elektronik diizenegin kontroliinii
amaclamaktadirlar.

Bu ¢alisma ile hedeflenen, 6grencinin, bilgisayara bagli olan diyot ve transistor deney setleri
gibi birden fazla elektronik deney diizenegine erisebilmesi; ayr1 ayr1 veya es zamanl olarak
deneylerini yapabilmesidir. Tasarlanan deney diizenekleri ayn1 zamanda 6grencinin, gerekli
parametreleri deney setlerine klavye ve fare aracilifi ile girebilmesini, sonuglarini da
bilgisayar ekranindan es zamanli olarak gozleyebilmesini saglamaktadir.

Birden fazla deney diizenegine erisim, bilgisayara bagl calisacak olan yerel ag ile
miimkiindiir. LabVIEW programi genellikle bilgisayara bagli bir veri toplama karti ile
calisir. Es zamanli yoOnetilebilecek deney sayisi veri toplama kartinin kapasitesi ve
kartin takilacagi bilgisayar Tlizerindeki slot sayist ile smirlidir. LabVIEW ile
endiistriyel bir haberlesme protokolii olan Denetleyici Alan Aginin (DAA) yonetimi
miimkiindiir. Bu da bir bilgisayar araciligi ile yaklasik olarak DAA protoliiniin izin
verdigi 120 adet deney diizeneginin es zamanli olarak yonetilebilmesi anlamini tasir.

1.1. Denetleyici Alan Ag1 (DAA)

DAA protokolii, 1980° lerin ortalarinda Alman firmasi olan Robert Bosch tarafindan,
otomotiv uygulamalarinda gii¢lii bir seri veri iletiminin olusturulmasi amaciyla tasarlanmistir
(Kiencke, 1994). 1993 yilinda ISO tarafindan uluslararasi bir standart olarak kabul edilmistir.

Denetleyici Alan Ag1 protokolii, otomotiv sektoriinde oldugu gibi endiistri sektoriinde de
yaygin olarak kullanilmaktadir. Ornegin, tarimsal makineler, tibbi makineler ve otomasyon
sistemleri icerisinde Denetleyici Alan Ag1 haberlesme protokolii kullanilmaktadir (Lawrenz,
1995). Tekstil liretim sistemleri, paketleme kontrol sistemleri, robot kontrol sistemleri gibi
daha birgok sistem igerisinde Denetleyici Alan Ag1 protokolii popiilaritesini arttirmistir.

Icerisinde Denetleyici Alan Ag modiilii bulunan ilk entegre 1989 yilinda Intel Corp.
tarafindan piyasaya ¢ikarilmigtir. Bu tarihten itibaren, Siemens, Motorola, Philips ve
Microchip gibi biiylik firmalar Denetleyici Alan Ag1 entegrelerini liretmeye baglamislardir.
Microchip firmasi, 2005 yilinda toplam 200 milyona yakin Denetleyici Alan Ag1 modiillii
entegre satarak iiretici firmalar arasinda ikinci siraya oturmustur.

DAA 2.0A protokolii, uzunlugu 88 ila 108 bit arasinda degisen mesajlarin CSMA/CR (Carrier
Sense Multiple Access with Collision Resolution) erisim metoduna uygun olarak iletilmesi
prensibine dayanir. Her mesajin 11bit uzunlugunda niteligini ve ayni zamanda sayisal degeri
itibariyle onceligini belirleyen Ontakis1 (Identifier) vardir. Nitelik ile kastedilen, kullanici
tarafindan mesaja anlamli bir sayisal deger verilmesidir. 11 bit ile 211 degisik nitelik ve
oncelik tanimlamasi yapilabilmektedir. DAA 2.0B siiriimii i¢in bu deger 229 dur. Sayisal
olarak digerlerinden diisiik degeri olan mesajin yiiksek dnceligi vardir. ki mesajin ayn1 anda
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farkl1 kaynaklardan iletilmeye calisilmast durumunda oOnceligi yiiksek olan mesaj ortama
erisme hakkina sahiptir. Denetleyici Alan Ag1 protokolii ile ilgili detayl bilgiler (Intel, 1993;
Philips, 1991) referanslarda bulunabilir. Bu c¢alismada DAA i¢in tasarlanmig olan
“MicroNET” yiiksek seviye protokolii kullanilmistir (Kutlu A. vd. 2009)

1.2. Sistemin Genel Yapisi

Tasarimi gergeklestirilen sistem genel olarak donanim ve yazilim olmak iizere iki
kisimdan meydana gelmektedir. Donanim kismini kendi igerisinde yine iki bdliimde
incelemek gerekir. Bunlar sunucu bilgisayar1 ve Elektronik Deney modiilleridir.

Sunucu bilgisayarn iizerinde Elektronik deney modiilleriyle haberlesmeyi saglayacak
bir PCI DAA kart1 mevcuttur. Elektronik deney modiillerinin her birisi ise diyot ve
transistor deney setleri ile bu setleri kontrol eden DAA modiillerinden olugsmaktadir.
DAA modiilleri 8051 mikrodenetleyici ailesinin bir iiyesi olan AT89C51CCO1
entegresi kullanilarak tasarlan-mistir. Bu entegre icerisinde DAA kontrolciisii hazir
olarak verildiginden ayrica bir DAA entegresine ve devre tasarimina ihtiya¢g duyul-
mamaktadir.

Kullanici

Labview Denetleyici Alan Agi (DAA) /
Deney Deney | Deney |
Modilii 1 Modilii 2| | Modiilii n !

PCI-DAA Karti

Sekil 1. Sistemin genel yapisi

Yazilim kismi ise LabVIEW kullanilarak gelistirilen bilgisayar lizerindeki kullanici
araylizii ve elektronik deney modiilleri tizerindeki mikro-denetleyici yazilimindan
meydana gelmektedir.

LabVIEW kullanilarak modiiller i¢in hazirlanmis arayiiz sayesinde modiillere
Denetleyici Alan Ag1 lizerinden deney setlerini kumanda edecek mesajlar gonderilerek
deney setleri tlizerinde degisiklikler yapilmaktadir DAA iizerinde kullanilan mesajlarin
listesi Tablo 1. de verilmistir.

Her bir modiil i¢in farkli deney parametreleri vardir ve modiiller bu parametrelere gore
islemlerini gerceklestirmektedir. Arayiizde kullanict her bir deney modiilii i¢cin parametreleri
girerek bilgileri tim modiillere gonderir. Her bir DAA modiilii mesajlar1 alir, mesajin
kendisine ait olup olmadigina bakar, kendisine mesaj gonderilen DAA modiilii mesajdaki
bilgiler dogrultusunda deney seti iizerindeki desiklikleri gerceklestirir. Gergeklesen islemler
sonucunda her modiilde ayr1 ayr1 deney sonuglart olusmaktadir. Bu sonuglar Denetleyici Alan
Ag1 tizerinden PCI-DAA kartina taginmakta kart lizerinden bilgisayara aktarilmaktadir. Gelen
mesajlar LabVIEW arayiiziinde anlasilir hale getirilerek rakamsal veya grafiksel veriler olarak
kullanictya sunulmaktadir.
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Tablo 1. DAA Mesajlari

Mesaj Sembolik Tanim — Mesaj Yonii
No (Hex) komut adi
010,020,  Boot loader Baglanti olusturur
...1FO* Start* (sunucudan modiile)
011,021, Monitor Cikis Port durumlarini sunucu
...1F1 yazilimima gonderir.
(modiilden sunucuya ).
012..1F2 Write Girig Port durumlarinit modiil

yazilimina gonderir
(sunucudan modiile)

013..1F3 Set Param Port izlemesini baslatir.
(sunucudan modiile)
014..1F4 Reset Modiilii resetler
(sunucudan modiile)
015..1F5
. Bos
01F..1FF

* Komutlar her deney modiili igin ayri ayr tiretilir.

1.3. LabVIEW Arayiizii

Arayliz genel olarak Konfigilirasyon, Mesaj Gonderme ve Cikis Sinyalleri bdliimlerinden
olusmaktadir.

Konfigiirasyon boliimiinde PCI-DAA kartinin kanalin1 segme, Denetleyici Alan Aginin hizim
se¢cme ve Denetleyici Alan Agin1 agma/kapama islemleri yapilmaktadir.

Mesaj gonderme boliimiinde kullanilacak olan deney modiiliiniin se¢imi ve segilen modiile
uygulanacak olan gerilim seviyesinin se¢imi yapilmaktadir. Gerilim seviyesi 30 mV’luk
araliklarla artmaktadir. Cikis sinyalleri boliimiinde ise modiillerden gelen sinyaller islenerek
kullanicinin bilgiyi grafiksel olarak gdzlemesi saglanmistir.

ONFIGURASYON :
ek © Lo §

mmmml ofi[i1 Foious A swucsus Y ) _-’

MESA] GONDERME
woaRASt 2 UNGULARAMGERLM () 150 ({MEsAT GoNDeR )
CIKIS SINYALLERI
DIYOT DENEY SETH TRANSISTOR DENEY SETI
s@e]  ecom®| @] oo N
- 5

Sekil 2. LabVIEW Arayiiz goriintiisii

Sekil 2, diyot gerilim degeri ve transistor akim degerini gostermektedir. Sol boliimde, diyot
lizerine diisen gerilim degeri, kullanici arayiizii kullanilarak elektronik devrenin girisine
uygulanan gerilim degeri ile elde edilir. Uygulanan gerilim degerine gore devredeki diyot
lizerine diisen gerilim degismekte ve bu ¢ikis gerilim degeri, grafik {izerine yansitilmaktadir.

Sag bolimde ise, elektronik devre iizerinde bulunan transistoriin emiter bacagi ilizerinden
gecen akim degeri goriilmektedir. Diyot deneyinde oldugu gibi giris degerleri kullanici
araylizii kullanilarak elektronik devrenin girisine uygulanmaktadir. Bu gerilim degeri
transistoriin beyz bacagina uygulanmaktadir. Transistoriin emiter bacagindan gecen akim
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beyz girisine uygulanan gerilim degerine gore degismektedir. Emiter bacagindan gegen akim
degeri grafik lizerine yansitilmaktadir.

1.4. Elektronik Deney Modiilleri

Tasarlanan sistemdeki elektronik deney modiilleri DAA modiilii ve bu modiillerin yonettigi
deney setlerinden olugmaktadir. Bu ¢alismada iki adet DAA modiilii ve bu modiillere bagli iki
adet deney seti tasarlanmistir. Deney setleri DAA modiillerinden aldiklar1 komutlar
dogrultusunda calisir. Deney setlerinin ¢ikislar1 yine DAA modiilleri tarafindan
gozlenmektedir. Deney setlerinden birincisi diyot ve zener diyot karakteristiginin gézlenmesi
icin hazirlanmistir. Ikinci deney seti ise transistdr karakteristigini incelemek iizere
tasarlanmustir.

DAA Modiilii

Diyot ve transistor karakteristigi deney setini yoneten DAA modiilleri, AT89C51CCO1
mikrodenetleyicisi kullanilarak kurulmus bir elektronik devredir. Bu devre, DAA hatti
tizerinden gelen mesajlar1 siirekli olarak dinlemekte, mesaj basligi 1 olan mesajlar diyot,
mesaj bagligt 2 olan mesajlar1 transistor i¢in alip, isleme sokmaktadir. AT89C51CCO1
mikrodenetleyicisi igersinde Keil firmasi tarafindan gelistirilen pVision2 programinda C
programlama dili ile hazirlanmis program kodlar1 ¢alismaktadir.

4{

:Z 3 T%’i
5]
Sekil 3. ATS9C51CCO1 ile DAA Modiiliiniin devre semasi

Hazirlanan program REG51CCO0O1.H ve CAN.H dosyalar1 olmak {izere mikrodenetleyiciye ait
portlarin, 6zel fonksiyon kaydedicilerinin, DAA modiilii i¢in alinacak mesajin kimlik
numarasinin, gonderilecek mesajlarin kimlik numarasinin ve DAA mesajinin uzunlugu ile
ilgili standart ayarlarin ve tanimlamalarinin yapildig: iki adet baglik dosyas1 kullanmaktadir

DAA modiillerinin ¢aligmasi i¢in yazilan programin yaptigi islemler su sekildedir:

- Mikroislemci, bir dongii icersinde Denetleyici Alan Agini dinler.

- Denetleyici Alan Ag1 iizerinden kendine ait bir mesaj geldiginde, mesajin icerigindeki
bilgiyi mikrodenetleyicinin P2 portuna yazar.

- Bir stire bekleyip, P1.0 ucuna sirasiyla +5 volt, 0 volt ve +5 volt vererek analog dijital
dontistiiriiciiniin tetiklenmesini saglar.

- Analog dijital doniistiiriiciiniin ¢ikiglarin1 PO portu ile 8 defa okuyup, okudugu bilgileri bir
dizi degiskene aktarir.

- Dizi degisken igersindeki degerleri bubble sorting teknigiyle kiiclikten biiyiige siraya
koyup, tiglincii degiskeni okunan deger olarak Denetleyici Alan Ag1 iizerinden mesaj basligi 3
olacak sekilde gonderir.
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Diyot — Zener diyot Karakteristigi Deney Seti

Bu deney setinde DAA modiiliinden gelen dijital bilgiler analoga cevrilip diyot veya zener
diyot ilizerine uygulanmaktadir. Deney seti lizerindeki diyot istenildiginde zener diyot ile
degistirilebilmektedir. Deney seti iizerinde diyot bulunuyorsa, analoga ¢evrilmis voltaj diyot
lizerine uygulanmaktadir. Diyot belirli bir gerilime kadar akim geg¢irmeyip belirli bir
gerilimden sonra akim gegirecektir. Diyot tizerindeki potansiyel farki analog dijital ¢eviricinin
analog girisine uygulanip dijital veri haline doéniistiiriilmektedir. Bu dijital veri DAA modiilii
tarafindan siirekli gézlenip gelen bilgiler DAA modiilii araciligi ile LabVIEW arayiiziine bilgi
olarak gonderilmektedir.

Deney seti lizerinde zener diyot bulunuyorsa, ters baglanmis olmalidir, analoga ¢evrilmis
voltaj zener diyot ilizerine uygulanmaktadir. Zener diyot belirli bir gerilime kadar akim
gecirmeyip esik gerilimden sonra akim gecirecektir. Zener diyot iizerindeki potansiyel farki
analog dijital ceviricinin analog girisine uygulanip dijital veri haline doniistiiriilmektedir. Bu
dijital veri DAA modiilii tarafindan siirekli gozlenip gelen bilgiler DAA modiilii araciligi ile
LabVIEW arayiiziine bilgi olarak gonderilmektedir. Bir Olgmenin adimlar1 asagida
siralanmustir.

Sekil 4. Diyot — Zener diyot karakteristigi deney seti devre semasi

- Secilen gerilim degerinin hexadecimal sayiya ¢evrilmesi (hexadecimal sayr = gerilim
degeri / 30)

- Hexadecimal sayinin basina mesaj kimliginin eklenmesi (kullanicinin sectigi modiil
numarasi + hexadecimal say1 )

- Mesajin Denetleyici Alan Ag1 lizerinden gonderilmesi

- Ilgili modiiliin DAA mesajini almasi

- DAA modiiliiniin gelen sinyali deney setindeki Dijital Analog Doniistiiriiciiye uygulamasi

- Analog Dijital Doniistiiriicii  entegresinin  Ol¢glim yapmasi i¢in gerekli tetiklemenin
AT89C51CCO1 tarafindan uygulanmasi.

- Analog Dijital Dontistiiriiciiniin ¢ikislarinin AT89CS51CCO1 tarafindan okunmasi.

- Okunan bilginin Denetleyici Alan Ag1 lizerinden bilgisayardaki araylize gonderilmesi

- Arayliziin aldig1 hexadecimal bilgiyi gerilim degerine doniistiirmesi (gerilim =
hexadecimal say1 * 0,95)

- Sonucun grafige yansitilmasi
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Transistor Karakteristigi Deney Seti

Sekil 5. Transistor karakteristigi deney seti

Bu deney setinde DAA modiiliinden gelen dijital bilgiler analoga ¢evrilip transistoriin beyzine
uygulanmaktadir. Deney seti lizerindeki transistdr, beyzine uygulanan gerilime gore emiter
akiminin siddetini degistirmektedir. Diger deney setinden farkli olarak bu deney setinde
akimin 6l¢iilmesi amaglanmistir. Bu amagla transistoriin emiterine 2 adet direng baglanmistir.
Bu devrede direng, iistiine diisen gerilimin yazilimla hesaplanarak akima cevrilmesi i¢in
kullanilmigtir. Direng tizerine diisen gerilim analog dijital ceviricinin analog girigine
uygulanarak bilginin dijitale doniistiiriilmesi saglanmistir. Dijital bilgi DAA modiili
tarafindan LabVIEW arayliziine gonderilmektedir. LabVIEW arayliziinde gelen voltaj bilgisi
transistorden sonraki direng¢ degeri ile hesaplanarak akim bilgisine doniistiiriilmekte ve akim
bilgisi olarak grafiklestirilmektedir. Burada 48 ohm luk direng iizerindeki gerilim Slgiilmekte
ve hesaplamalar sirasinda da direng degeri olarak 48 ohm kullanil-maktadir.

2. SONUC

Hazirlanan ¢alisma ile 6grenciler, kullanimi kolay ve bir¢ok esneklige sahip arayiiz ile temel
bilgileri 6grenirken, ayni zamanda eglenceli bir ¢aligma ortamina da ulagmis olmaktadir.
Tasarlanan sistem ile birden fazla elektronik deney modiiline LabVIEW ile erisim
saglanmustir.

Bu calismada 2 deney seti lizerinden 3 adet elektronik devre elemanina ait karakteristik
incelemesi yapilmistir. Degisik deney setleri i¢in sisteme DAA modilleri eklenip arayiizde
gerceklestirilecek bazi yenilikler ile kullanicinin daha ¢ok ve ¢esitli deney setine ayni anda
erismesi saglanabilir. Elde edilen verilerin ihtiya¢ halinde, depolanmasi ve daha sonra
verilerin islenmesi de miimkiin olabilir.

Not: Bu makale “LabVIEW ile elektronik deney modiillerinin kontrolii” isimli yiiksek lisans
tezinden tiretilmistir.
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